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Аннотация

    Проведено исследование зависимости увеличений просвечивающего

электронного  микроскопа  ThemisZ  с  использованием

специализированного  тест-объекта  (grating),  путем  нахождения

соотношений  реального  размера  (в  нанометрах)  к  размеру  в  пикселях.

Показано,  что  во  всем диапазоне  увеличений  наблюдается  практически

линейная зависимость. 
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